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Quality Analysis
Ihr akkreditiertes Dienstleistungszentrum 

für Qualitätssicherung
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                                                   angewandte Normen und Regelwerke - applied standards and regulations
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VA-1071-001 Ramanspektroskopie

Renishaw in Via Raman Mikroskop

                                  angewandte Hausverfahren - applied house-procedures

VA-1002-001 Hausverfahren Automatische Partikelanalyse REM-EDX und SmartPI 

                 angewandte und eingesetzte Prüfsysteme - used and applied testing and analysis systems

ZEISS REM Evo 15 - Raster-Elektronen-Mikroskopie-System (VPSE-SE-BSD-EDX)

akkreditiertes Prüfverfahren nach DIN EN ISO/IEC 17025 nach DAkkS 

DIN ISO 22309 2015-11 Mikrobereichsanalyse-Quantitaive Analyse mittels EDS Für Elemente mit Ordnungszahl 11 (Na) oder höher
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Bauteilübersicht

Durchzuführende Untersuchungen:
• Extraktion der Rückstände/Parikelfracht mit Haku und überführen auf einen 5µm Cellulosefilter
• automatisierte REM-EDX Partikelanalyse ab 20 µm bis 250 Partikel
• automatisierte Raman Partikelanalyse ab 20 µm bis 150 Partikel

PURE ACQUA® Wasserfilter 1 PURE ACQUA® Wasserfilter 2
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REM-EDX Partikelanalyse – AN 376123 Filter 1
Es wurden 11 von 320 Feldern detektiert.

B C D E F G H I J K

Klassifizierung / classification Härte Anzahl / number 8 ≤X< 20 20 ≤X< 25 25 ≤X< 50 50 ≤X< 100 100 ≤X< 150 150 ≤X< 200 200 ≤X< 400 400 ≤X< 600 600 ≤X<1000 1000 ≤X

Hardness

H2

H2 1

H2

H2

H2

H2

H2 1

H2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
H1

H1

H1 1

H1

H1

H1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
without

without 35 115 60 7

without 1 7 4

without

without 1 1

without

without

without

without

without 4 4

without 1

without 4 2 1

without 0 44 129 67 7 0 0 0 0 0

general

general

0 44 132 67 7 0 0 0 0 0

Component Cleanliness Code CCC

0

Eisen >40% 1

Größenklasse / size class

Vorgabenerfüllung /  performance

Eisenoxid 0

Cr/Ni-Stahl

Stahl unlegiert 0

Stahl niedr. leg. 0

unclassif ied - Eisen >20% 1

Stahl hochlegiert 0

Glas-/M ineralfaser 0

Korund 0

Ca+O (Kalk) 217

Ergebnis / Summary 2

M ineral (Glas, Sand) 1

Ergebnis / Summary 1
Al-Legierung 0

SIC

Si+O (Quarz)

Nickel (85-100) 0

Kupfer (35-85) 12

M essing 2

Kupfer (85-100) 0

0

0

unclassif ied 7

Ergebnis / Summary 247

Organischer Part ikel 0

Talkum 0

Zink (20-60) 1

Zinn (35-85) 8

Salze 0

not analysed

not classif ied

not  analysed  = unt erhalb  Schwellwert  M embrane

below t hresho ld  f o r  ED X  analysis

no t  classif ied  = X - ray count s zu gering

X - ray count  t o  low

unclassf ied  = ED X - A nalyse f indet  keine bekannt e M at er ial- Klassif ikat ions- Gruppe

ED X  analysis doesn´t  mat ch classif icat ion cr it er ia

Analyse-Syst em : Zeiss EVO MA 25 REM-EDX, variables Niederdruckvakuumsyst em mit  Smart PI vollaut omat ischer Part ikelanalyse

Analysis Syst em : ZEISS EVO MA 25 SEM-EDX, variable low pressure syst em wit h Smart PI aut omat ic part icle scanning and analysis syst em 

Analyse EDX-Spect romt er Bruker Quant ax EDS kalibr iert  auf  Basis Cu K-alpha , 129eV Resolut ion MN K-alpha

Analysis EDS-Spect romet er Bruker Quant ax EDS calibrat ed CuK-alpha, 129 eV Resolut ion MnK-alphaa

Gesamtanzahl /  total 250

größter Part ikel/  largest part icle (feret max diameter) 129,881 µm
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Raman Partikelanalyse – AN 376123 Filter 1
B C D E F G H I J K

Klassifizierung / classification Anzahl / number 5 ≤X< 15 20 ≤X< 25 25 ≤X< 50 50 ≤X< 100 100 ≤X< 150 150 ≤X< 200200 ≤X< 400 400 ≤X< 600 600 ≤X<1000 1000 ≤X

1 4 5 5 2

2 4 2

1 1 2

1 1

29 54 3 19 9 1

1 2 1

0 1 31 61 4 20 18 7 6 2

0 1 31 61 4 20 18 7 6 2

Laser 532nm ~ 6000 µm

Analysierte Filterfläche 6cm²

Hinweis 
*1)

größter Partikel/ largest partic le (feret max diameter)

unclassified 
*1) 0

Gesamtanzahl / total 150

4

Größenklasse / size class

Baumwollfaser

Calciumcarbonat 115

Unclassified Partikel sind analysierte Partikel auf der Filtermembrane, für welche in den aktuell vorliegenden Spektren- Datenbanken (St.Japan,Quality Analysis GmbH, Polymer, Anorganisch, Renishaw sowie kundenspezifische Datenbanken mit ca. 37.000 

Vergleichsspektren) keine Übereinstimmung mit ausreichender Hit- Qualität gefunden werden konnte oder aufgrund von Fluoreszeneffekten keine Auswertung möglich ist. Analysiert und bewertet sind ausschleßlich RAMAN- aktive Materialien.

Unclassified partic les are analysed partic les for which no matching spectra with suffic ient hit quality can be found in the currently available spectra database (St.Japan,Quality Analysis GmbH, Polymer, Inorganic, Renishaw and customer- specific databases with 

approx. 37.000 comparison spectra) or for which no evaluation is possible due to fluorescence effects. Only raman active materials are analyzed and evaluated.

Analyse-System : Renishaw InVia Qontor Raman M ikroskop mit  Part icle Analysis vollautomatischer Part ikelanalyse

Analysis System : Renishaw InVia Qontor Raman microscope with Part icle Analysis automatic part icle scanning and analysis software 

17

Jeansfaser 8

Ergebnis / Summary 150

Graphit 2

Farbpigment 4

Polye thyle nte re phtha la t (PET)
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REM-EDX Partikelanalyse – AN 376124 Filter 2
Es wurden 8 von 320 Feldern detektiert.

B C D E F G H I J K

Klassifizierung / classification Härte Anzahl / number 8 ≤X< 20 20 ≤X< 25 25 ≤X< 50 50 ≤X< 100 100 ≤X< 150 150 ≤X< 200 200 ≤X< 400 400 ≤X< 600600 ≤X<1000 1000 ≤X

Hardness

H2 2 3

H2 1

H2 4 20

H2 1

H2

H2

H2

H2 1

H2 8 13 3

H2 0 15 38 3 0 0 0 0 0 0
H1

H1

H1 2

H1

H1

H1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
without

without 2 15 7

without 9 20 2

without

without 4 11 3

without

without

without

without 2

without

without 23 50 7

without

without 12 19 5 1

without 0 52 115 24 1 0 0 0 0 0

general

general

0 67 155 27 1 0 0 0 0 0

Component Cleanliness Code CCC

not analysed

not c lassified

not a na lyse d = unte rha lb Sc hwe llwe rt Me mbra ne

be low thre shold for EDX a na lysis

not c la ssifie d = X - ra y c ounts zu ge ring

X- ra y c ount to low

unc la ssfie d = EDX- Ana lyse  finde t ke ine  be ka nnte  Ma te ria l- Kla ssifika tions- Gruppe

EDX a na lysis doe sn´t ma tc h c la ssific a tion c rite ria

Analyse-System : Zeiss EVO M A 25 REM -EDX, variables Niederdruckvakuumsystem mit  SmartPI vollautomatischer Part ikelanalyse

Analysis System : ZEISS EVO M A 25 SEM -EDX, variable low pressure system with SmartPI automatic part icle scanning and analysis system 

Analyse EDX-Spectromter Bruker Quantax EDS kalibriert  auf Basis Cu K-alpha , 129eV Resolut ion M N K-alpha

Analysis EDS-Spectrometer Bruker Quantax EDS calibrated CuK-alpha, 129 eV Resolut ion M nK-alphaa

Gesamtanzahl / total 250

größter Partikel/ largest partic le (feret max diameter) 136,096 µm

unclassified 37

Ergebnis / Summary 192

Organischer Partikel 0

Talkum 2

Zink (60- 100) 0

Zink (20- 60) 80

Zinn (85 - 100) 0

Salze 0

Nickel (85- 100) 0

Kupfer (35- 85) 31

Messing 18

Kupfer (85- 100) 0

0

0

Glas- /Mineralfaser 0

Korund 0

Ca+O (Kalk) 24

Ergebnis / Summary 56

Mineral (Glas, Sand) 2

Ergebnis / Summary 2
Al- Legierung 0

SIC

Si+O (Quarz)

unclassified -  Chrom >20% 1

Schicht Zn/P 1

Stahl unlegiert 0

Stahl niedr. leg. 0

unclassified -  Eisen >20% 24

Stahl hochlegiert 0

Schicht Zn/Ni 24

Größenklasse / size class

Vorgabenerfüllung / performance

Eisenoxid 1

Eisen >40% 5
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Raman Partikelanalyse – AN 376124 Filter 2
B C D E F G H I J K

Klassifizierung / classification Anzahl / number 5 ≤X< 15 20 ≤X< 25 25 ≤X< 50 50 ≤X< 100 100 ≤X< 150 150 ≤X< 200 200 ≤X< 400 400 ≤X< 600 600 ≤X<1000 1000 ≤X

5 8 3 7 1 2

5 9 1 1

1 5 2

2

1 3 1 2

5 9 26 17 2 3

1 1 2

1 1 1

1 6

0 7 22 61 24 12 5 3 1 0

3 8 4

0 7 22 61 27 20 9 3 1 0

Laser 532nm ~ 678 µm

Analysierte Filterf läche 6cm²

H inweis * 1 )

Polypropylen ( PP) 3

Polyphenylensulf id  ( PPS) 7

4

größter Part ikel/  largest part icle (feret max diameter)

unclassif ied 
* 1 ) 15

Gesamtanzahl /  total 150

Größenklasse / size class

Baumwollfaser

Calciumcarbonat 62

Russhalt iges M aterial 7

Unclassif ied Part ikel sind analysierte Part ikel auf der Filtermembrane, für welche in den aktuell vorliegenden Spektren-Datenbanken (St.Japan,Quality Analysis GmbH, Polymer, Anorganisch, Renishaw sowie kundenspezif ische Datenbanken mit ca. 37.000 

Vergleichsspektren) keine Übereinst immung mit ausreichender Hit-Qualität gefunden werden konnte oder aufgrund von Fluoreszeneffekten keine Auswertung möglich ist. Analysiert  und bewertet sind ausschleßlich RAM AN-aktive M aterialien.

Unclassif ied part icles are analysed part icles for which no matching spectra with suff icient hit  quality can be found in the current ly available spectra database (St.Japan,Quality Analysis GmbH, Polymer, Inorganic, Renishaw and customer-specif ic databases with 

approx. 37.000 comparison spectra) or for which no evaluat ion is possible due to f luorescence effects. Only raman act ive materials are analyzed and evaluated.

Analyse-Syst em : Renishaw InVia Qont or Raman Mikroskop mit  Part icle Analysis vollaut omat ischer Part ikelanalyse

Analysis Syst em : Renishaw InVia Qont or Raman microscope wit h Part icle Analysis aut omat ic part icle scanning and analysis sof t ware 

26

Jeansfaser 16

Ergebnis / Summary 135

Graphit 2

Farbpigment 8

Polyet hylent erepht halat  ( PET)
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-Ende Prüfbericht-

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die beprobten und untersuchten Prüfgegenstände/Prüflosgrößen.

Der Prüfbericht darf nur vollständig veröffentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe und Veröffentlichung des Dokumentes und der Inhalte ist nicht 

gestattet.

M.Sc. Angewandte Chemie - Chemische Analytik Bereichsleitung Chemische Analytik

Nürtingen, den 12 Dezember 2022

i.A. Sophie−Maria Kliesch i.V. Roswitha Schad

Bemerkungen

Hinweise

Kommentar

Deutsch

Archivierung der Prüflinge, Präparationen und Schnittmuster ist auf 3 Monate, sowie die elektronische Archivierung der Daten auf 12 Monate begrenzt.


